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一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置

(57) 摘要

一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置，

属于光学检测技术领域，为解决现有技术对光学

透镜杂散光检测方法成本高、设备便携性差及效

率低的问题，本发明装置由照明系统、中心遮拦、

有限远距离成像系统和 CCD 系统组成，且各个组

成部分同轴放置；照明系统发出的平行光入射到

待检透镜上，光经待检透镜聚焦到有限远距离成

像系统上的中心遮拦上；部分光被待检透镜表面

的散射点散射，光经散射后再经有限远距离成像

系统成像在 CCD 系统上，该装置具有成本低、效率

高、方便携带的优点。
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1. 一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置，其特征是，该装置由照明系统 (1)、中心

遮拦 (3)、有限远距离成像系统 (4) 和 CCD 系统 (5) 组成，且各个组成部分同轴放置；照明

系统 (1) 发出的平行光入射到待检透镜 (2) 上，光经待检透镜 (2) 聚焦到有限远距离成像

系统 (4)上的中心遮拦 (3)上，焦点在有限远成像系统 (4)第一面透镜表面的轴向位置，所

述中心遮拦 (3) 在第一面透镜表面中心镀制吸收或反射膜形成；部分光被待检透镜 (2) 表

面的散射点散射，光经散射后再经有限远距离成像系统 (4)成像在 CCD系统 (5)上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置，其特征在于，中

心遮拦 (3)位于有限远距离成像系统 (4)的第一个透镜的前表面中心位置。

3. 根据权利要求 1 所述的一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置，其特征在于，所

述 CCD系统 (5)替换成目镜系统 (6)，且光经散射后再经有限远距离成像系统 (4)成像在目

镜系统 (6)的物面位置上。
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一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置，属于光学检测技术领域。

背景技术

[0002] 目前，在高精尖的光学系统中，杂散光直接影响了系统的性能，而作为光学系统重

要组成部分的光学透镜，其光洁度也一直影响着系统中杂散光的水平，但对于光学透镜的

杂散光检测问题还没有直接的解决方法。通常是利用原子力显微镜等微观检测仪器进行表

明微观检测，或者利用积分球等设备将透镜装配到镜头中以后再进行系统检测，这些方法

都有成本高、设备便携性差和效率低等诸多缺点。系统杂散光问题也已经成为高端光学系

统继续发展的瓶颈。

发明内容

[0003] 本发明为解决现有技术对光学透镜杂散光检测方法成本高、设备便携性差及效率

低的问题。本发明提供一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置。

[0004] 本发明是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置，该装置由照明系统、中心遮拦、有限远

距离成像系统和 CCD 系统组成，且各个组成部分同轴放置；照明系统发出的平行光入射到

待检透镜上，光经待检透镜聚焦到有限远距离成像系统上的中心遮拦上；部分光被待检透

镜表面的散射点散射，光经散射后再经有限远距离成像系统成像在 CCD系统上。

[0006] 本发明的有益效果：本发明装置照明系统提供平行光，平行光入射到待检透镜将

聚焦在有限远距离成像系统上的中心遮拦上，部分光入射到待检透镜的杂散点上，则被散

射，光经过散射后再经有限远距离成像系统成像在 CCD 系统上，从而实现待检透镜的杂散

光检测，该装置具有成本低、效率高、方便携带的优点。

附图说明

[0007] 图 1：本发明一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置示意图。

[0008] 图 2：本发明一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置另一示意图。

[0009] 图中：1、照明系统，2、待检透镜，3、中心遮拦，4、有限远距离成像系统，5、CCD 系

统，6、目镜系统。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0011] 如图 1 所示，本发明一种便携式中心遮拦结构杂散光检测装置的示意图，该装置

由照明系统 1、中心遮拦 3、有限远距离成像系统 4和 CCD系统 5组成，且各个组成部分同轴

放置；照明系统 1发出的平行光入射到待检透镜 2上，光经待检透镜 2聚焦到有限远距离成

像系统 4上的中心遮拦 3上；部分光被待检透镜 2表面的散射点散射，散射光再经有限远距
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离成像系统 4成像在 CCD系统 5上。

[0012] 如图 2所示，照明系统 1发出的平行光入射到待检透镜 2上，光经待检透镜 2聚焦

到有限远距离成像系统 4上的中心遮拦 3上；部分光被待检透镜 2表面的散射点散射，散射

光再经有限远距离成像系统 4成像，由目镜系统 6将散射光的像投影到无穷远，供人眼直接

观察。

[0013] 照明系统 1 发出平行光或者有一定发散角（会聚角）的光束，光入射到待检透镜 2

上，待检透镜 2 将光线聚焦，焦点在有限远成像系统 4 第一面透镜表面的轴向位置，在第一

面透镜表面中心镀制吸收或反射膜形成中心遮拦 3，可以遮挡照明系统 1 发射并经待检透

镜 2聚焦的光能，同时给系统带来最小限度地中心遮拦。

[0014] 有限远距离成像系统 4 属于近距离成像，系统的放大倍率、数值孔径和视场由待

检透镜 2的面积及检测精度要求决定。系统设计波长为照明光源的波长。由于待检透镜 2

表面存在一定曲率且待检透镜具有一定口径，简单成像会存在较大的像差。有限远距离成

像系统 4 自物方第一片双胶合透镜为消色差透镜，第二片透镜起到场镜和准直的效果，最

后三片透镜为消球差镜组，这样便可以在有限远距离成像系统 4 的像方得到待检透镜 2 清

晰的像。

[0015] 待检透镜 2 置于有限远距离成像系统 4 的物距位置，且待检透镜 2 要和有限远距

离成像系统 4 同轴放置，照明系统 1 的部分光被待检透镜 2 的缺陷、瑕疵点或表面灰尘散

射，形成散射光，这部分散射光对于有限远距离成像系统 4 来说，是以待检透镜 2 表面为物

距的点光源所发出的，散射光经有限远距离成像系统 4 成像。用 CCD 系统 5 接收以上散射

光的像点，CCD置于有限远成像系统的像距位置且与有限远距离成像系统 4同轴放置，和待

检透镜 2 为共轭位置关系，CCD 系统 5 采集的信号经电脑处理，经过显示屏进行观察，便可

以观测到待检透镜的缺陷、瑕疵点的分布及灰尘污染物的密度。或者将目镜系统 6 置于有

限远距离成像系统 4 后，使得目镜系统 6 的物面位置和有限远距离成像系统 4 的像面位置

重合，由目镜系统 6将散射光的像投影到无穷远，供人眼直接观察。从而实现杂散光检测。
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图 1

图 2
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